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NECESIDAD DE LA LOCALIZACION DE
FALTAS EN REDES DE DISTRIBUCION

Uno de los objetivos de la evolucion de las redes eléctricas
hacia redes inteligentes es la mejora de la continuidad de
suministro y reduccion de los tiempos de interrupcion

Mejora de los procesos de reposicion de suministro y
autocicatrizacion de las redes de distribucion (MT)

Necesidad: Localizacion de faltas
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METODOS DE LOCALIZACION DE FALTAS

| Calculo de impedancia |

* Bajo coste de implementacidn
* No se ven afectados por la distorsién armodnica de la red

e Efecto de la resistencia de falta, régimen de neutro y aportaciones intermedias en la localizacidon de
la falta

¢ Discriminacion tramo en falta

| Transitorios y ondas viajeras (wavelet)

e Implementacion costosa
* No se ven afectados por la distorsién armodnica, resistencia de falta y régimen de neutro
e Alta frecuencia de muestreo

| Conocimiento previo de la red

* Bajo coste de implementacién
e Informacién del estado de interruptores y medidas registradas en la red
e Diferentes metodologias

e Efecto de la resistencia de falta, corrientes capacitivas y corrientes de energizacion de
transformadores, presencia de generacion distribuida.

> SMART GRIDS

©® Madrid 18-19 Octubre 2016




LOCALIZADOR DE FALTAS

> Algoritmo de localizacidon independiente de la magnitud de la corriente
de falta, por lo que su comportamiento no se ve afectado por:

v
v
v
v

El régimen de neutro

La resistencia de falta

La conexion de generacion distribuida
Escenario de generacion

» Se basa en la inyeccidon de una sefal de alta frecuencia a través de un
acople capacitivo/inductivo a la red de distribucion (MT) y el
procesamiento y analisis de la respuesta de la red a este estimulo.

» La senal inyectada sera limitada en banda y resintonizable siendo
compatible con el resto de sefiales de alta frecuencia existentes en la
red.

@, HICONGRESO

%@’ SMART GRIDS

* ©® Madrid 18-19 Octubre 2016




LOCALIZADOR DE FALTAS

> Sobreintensidad (50/51, 50N/51N) |

> Deteccidén direccional (67/67N)

> Sobre/ sub-tensidn (59/27) Diseio de algoritmos

» Reenganche (79) — Definicién de pardmetros de ajuste

» Cierre sobre falta (SOTF) Programacion y validacion en

> Fallo de interruptor (505-62) PSCAD

» Algoritmo de localizacion de falta | Disefio y control de
electrénica de

potencia

Desarrollo del
prototipo, la
comunicacion y
software de
configuracion
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BANCO DE ENSAYOS DE LABORATORIO
CON RTDS
i —

-

AMPLIFICADOR>
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LABORATORIO CON RTDS

Sefiales digitales Equipo bajo
(disparos, reenganche, ensayo
estado de interruptor o

sefales de control)

Amplificador U, |

v Validacion de equipos de proteccidn
v Ensayo de sistemas de proteccion especiales
é“ v Ensayo en tiempo real de algoritmos de control, HVDC,

2 [[[m convertidores, generadores, FACTS, etc.

v’ Validacion de soluciones Smart Grids: Control distribuido,
reconfiguracion automatica de la red, auto-cicatrizacion, etc.

@, HICONGRESO

%@’ SMART GRIDS

* ©® Madrid 18-19 Octubre 2016




RED MODELADA EN RTDS PARA EL
ENSAYO DEL EQUIPO DE PROTECCION

v Modelado de diferentes cargas: RL, PQ, cargas especiales (horno de arco)

v Modelado de lineas y cables, transformadores, tension de la red,
armonicos...

v Modelado de faltas: Monofasicas, bifasicas, trifasicas, evolutivas...
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ENSAYOS REALIZADOS: RESULTADOS

Ejemplo de ensayo de sobreintensidad (50/51, 50N/51N) con
modlflcaC|on de resistencia de falta
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ENSAYOS REALIZADOS: RESULTADOS

Ejemplo de ensayo de sobreintensidad (50/51, 50N/51N) con
falta evolutiva monofa5|ca a bifasica
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CONCLUSIONES Y PROXIMOS PASOS

» Gran potencial de laboratorio RTDS para el ensayo de equipos
inteligentes reales como validacion previa a su conexion a la
red eléctrica

* RTDS proporciona la opcién de realizar ensayos que en una red eléctrica serian
potencialmente muy destructivos, en un entorno seguro de laboratorio con
una muy buena aproximacion a la realidad

e Depuracion de los algoritmos de proteccidon en un banco de pruebas que
proporciona entradas al equipo equivalentes a las que este va a encontrarse
una vez sea instalado
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